Posudek prace

predloZené na Matematicko-fyzikalni fakulté
Univerzity Karlovy v Praze

U posudek vedouciho posudek oponenta
bakalatské prace U diplomové prace

Autor: Jifi Kereste§

Nazev prace: ZvySeni kontrastu zobrazeni nanostruktur v STM mérenim derivace profilu
povrchu pomoci lock-in techniky

Studijni program a obor: Obecna fyzika

Rok odevzdani: 2013

Jméno a tituly oponenta: Mgr. Filip Dvorak
Pracovisté: Katedra fyziky povrchii a plazmatu
Kontaktni e-mail: filip.dvorak@gmail.com

Odborna droven prace:
vynikajici U velmi dobra U praimérma U podprimérna U nevyhovujici

Vécné chyby:
téméf zadné [ vzhledem k rozsahu priméfeny pocet U méné podstatné cetné U zavazné

Vysledky:
originalni U ptivodni i pfevzaté U netrivialni kompilace U citované z literatury U opsané

Rozsah prace:
U veliky standardni [ dostate¢ny [ nedostatecny

Graficka, jazykova a formalni uroven:
vynikajici U velmi dobra U praimérma U podprimérna U nevyhovujici

Tiskové chyby:
téméf zadné [ vzhledem k rozsahu a tématu piiméfeny pocet U Cetné

Celkova troven prace:
vynikajici U velmi dobra U praimérma U podprimérna U nevyhovujici

Slovni vyjadieni, komentaie a pfipominky vedouciho/oponenta:



PredloZena préce predstavuje metodu zvyseni kontrastu zobrazeni v rastrovacim tunelovém
mikroskopu (STM). Zakladem metody je pfimé méfeni/vykresleni derivace profilu povrchu podél
skenovaného fadku, které je provadéno pomoci lock-in techniky. Jadrem prace je implementace
popsané metody spocivajici v rozsifeni stavajici fidici elektroniky STM o komer¢ni lock-in
zesilovac a otestovani jeho funkénosti v experimentu.

Prace je napsana ptehledné a srozumitelné. Po formalni i obsahové strance je na velmi vysoké
urovni. Az na jednu vyjimku (str. 15, vyvozeni z rovnice 3.2, zaména U(Xp) za z(Xp) a zména
znaménka -/+) v ni nebyly nalezeny zadné tiskové ani vécné chyby. Drobnym nedostatkem je

v uvodu chybéjici zasazeni metody derivace profilu povrchu podél fadku do SirSiho kontextu

s literaturou. Neni jasné, jestli se jednd o novou myslenku, jak zlepsit kontrast v STM, nebo
existuji difvéjsi prace, se kterymi by bylo mozné vysledky srovnavat. V Kkapitole ,,1. Radkovaci
tunelova mikroskopie* by se hodilo ptidat vysvétleni pojmu: ,,zobrazeni v (ne)obsazenych
stavech®, ktery je potom (napt. kap. 2.2) pouzivan bez dal§iho upfesnéni a mize byt pro neznalého
Ctenafe nejasnym.

Uspé&$nym vestavénim lock-in zesilovade do Fidici elektroniky STM, doplnénim ovladaciho
softwaru STM o moznost nastaveni parametrt lock-in karty a experimentalnim ovétenim
funkcnosti instalovaného zafizeni autor prokazal své komplexni odborné dovednosti a znalosti.
Naroc¢nost vlastniho méteni STM je velmi vysoka. Zobrazeni je velice nachylné na nestability v
systému hrot-vzorek. V piipad¢€ pouziti synchronni detekce se doba potizeni obrazku pohybuje
v tadu desitek minut. S rostoucim ¢asem vzrista i pravdépodobnost nezadouci zmény hrotu
vedouci ke ztraté rozliseni. V tomto kontextu povazuji prezentované vysledky méfeni ze STM i
celou bakalatskou praci za velmi zdatilou.

Piipadné otazky pii obhajobé a naméty do diskuze:

1. V kapitole 1.1 vénované tunelovému jevu se obecné mluvi o vySce potencialové bariéry.
Mohl byste upiesnit ¢im je v systému hrot-vakuum-vzorek dana vyska potencialové
bariéry?

povrchu podél fadku v STM? Pokud ano, lze na jejim zaklad¢ ptiblizit o¢ekavani spojena
s pouzitim metody v dalsich experimentech?
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uznat jako diplomovou/bakalafskou.
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